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(57) Skrót opisu:
Przedmiot zgłoszenia stanowi sposób badania
stabilności i trwałości piany, w którym próbkę
piany umieszcza się w pojemniku o prze- 
źroczystych ścianach, oświetla się i obraz
rejestruje się kamerą. Sposób charakteryzuje
się tym, że pojemnik (1) z próbką piany oświetla
się wiązką (7) koherentnej fali elektroma- 
gnetycznej. W odstępach czasu (Ti) rejestruje
się kamerą (5) sekwencje wideo (s1 - sn)
wzorców interferencyjnych i dla każdej sek- 
wencji wideo (s1 - sn) wyznacza się: wysokość
piany (H1 – Hn), poprzez wyznaczenie profilu
jasności wzorca interferencyjnego na podstawie
średniej jasność pikseli wzdłuż osi odpowia- 
dającej osi pionowej pojemnika (1), następnie
wykonanie progowania profilu jasności według
przyjętej wartości granicznej, następnie utwo- 
rzenie maski binarnej do odseparowania obrazu
badanej próbki piany od tła i następnie wyzna- 
czenie skrajnej górnej i skrajnej dolnej granicy
maski i obliczenie na ich podstawie wysokości
piany (H1 - Hn), oraz średnią wartość kontrastu
ze wszystkich zarejestrowanych obrazów, po- 
przez wyznaczenie dla obrazu wzorca inter-
ferencyjnego przestrzennej mapy lokalnego
kontrastu w obszarze odpowiadającym masce
binarnej, oraz liczbę ekstremów na mapie
kontrastu w obszarze odpowiadającym masce
binarnej, przy czym ekstremami są grupy
sąsiadujących pikseli o wartości kontrastu
powyżej ustalonej wartości progowej. Nastę- 
pnie, stabilność i trwałość piany ocenia się
na podstawie wykresów zmian w czasie dla
wszystkich trzech parametrów oraz wykresu
liczby ekstremów w funkcji wysokości względnej
piany.
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badania staЫlnosci i trwatosci 

Przedmiotem wynalazku jest spos6b badania staЬilnosci i trwatosci pian. Spos6b 

umozliwia okreslenie takich cech piany, jak kinetyka jej powstawania oraz zmiany 

strukturalne w trakcie jej staЬilizacji, zdolnosc pienienia, czy staЬilnosc. 

Z puЬlikacji zgtoszenia patentowego DE2551260A1 znana jest metoda okreslania 

staЬilnosci piany z cieczy. Ciecz przeksztatcona w pian~ poprzez uЬijanie umieszczana jest 

w przezroczystej zlewce, а zmiana w czasie powierzchni piany obserwowana jest przez 

fotodetektory. Fotodetektory Sq umieszczone jeden nad drugim i potc1czone Sq z 

rejestratorem. 

Spos6b okreslania i oceny wtasciwosci piany roztworu przedstawiono r6wniez w 

puЬlikacji ЕР 1416261В1. W sposoЬie tym, do z g6ry okreslonej obj~tosci badanego 

roztworu wprowadza si~ okreslonc1 obj~tosc gazu i mierzy si~ wysokosc piany lub/i 

wyptyw roztworu, korzystnie w funkcji czasu. Pomiar prowadzony jest z wykorzystaniem 

szklanej kolumny, w kt6rej umieszcza si~ roztw6r poddawany spienianiu. l<olumn~ 

umieszcza si~ pomi~dzy czujnikami optycznymi i dokonuje pomiaru wysokosci roztworu i 

piany. 

Znane Sq metody oceny staЬilnosci piany z wykorzystaniem analizy obrazu wideo. 

Metoda przedstawiona w puЬlikacji autorstwa Guillerme С. Loisel W. Bertrand D. 

Popineau У., Study of foam staЬility Ьу video image analysis: relationship with the 

quantity of liquid in the foam (J. Texture Studies), dotyczy badania wtasciwosci pienic1cych 

trzech r6znych roztwor6w Ьiatka: kazeiny, izolatu soi, glutenu dezamidowanego. l<amera 

wideo, potc1czona z aparatem przeznaczonym do badania powstawania i staЬilnosci 

pianek, umozliwia sledzenie ewolucji tekstur piany i wtasciwosci fizycznych, takich jak 

obj~tosc piany i ptyn w pianie. Tekstur~ obraz6w charakteryzowano odpowiedniq 

procedurq matematycznq. 

W puЬlikacji opisu patentowego US8839661B2 ujawniono spos6b 

charakteryzowania pienistosci, w kt6rym wolnq od p~cherzyk6w gazu mieszanin~ 

zawierajqcq spienialnq ciecz i substancj~ testowq oswietla si~ przy uzyciu zr6dta swiatta i 

PL 442298 A1

2/14



w pierwszym etapie pomiarowym, uzyskuje pierwszy cyfrowy obraz za pomocq kamery 

cyfrowej i dokonuje ilosciowych pomiar6w barwy za pomocq mikroprocesora dla 

uzyskania pierwszego ilosciowego pomiaru koloru. Nast~pnie, usuwa si~ ir6dto swiatta i 

mechaniczne miesza mieszanin~ do wytworzenia testowej piany ciektej. Kolejno oswietla 

si~ pian~ za pomocq ir6dta swiatta i w drugim etapie pomiarowym, uzyskuje si~ drugi 

obraz cyfrowy piany z cieczq testowq za pomocq mikroprocesora do uzyskania drugiego 

ilosciowego pomiaru koloru. Pierwszy i drugi ilosciowy pomiar koloru Sq ze sobq 

por6wnywane i oЫiczane Sq zmiany mi~dzy nimi. Na podstawie okreslonych zmian 

oceniana jest skutecznosc pienienia substancji badanej. 

Natomiast w puЬlikacji zgtoszenia patentowego ЕРО990878А1 przedstawiano 

spos6b okreslania staЬilnosci warstwy pianki na stupie cieczy, na przyktad piwie, poprzez 

pomiar przedziatu czasu, w kt6rym powierzchnia warstwy pianki przemieszcza si~ na 

pewnq odlegtosc w okreslonych warunkach. Przedziat czasu jest nast~pnie por6wnywany 

z referencyjnym przedziatem czasu zwiqzanym ze wspomnianq odlegtosciq. 

Z puЬlikacji patentu PL223465B1 znane Sq urzqdzenie i spos6b prowadzenia 

analizy stanu materiat6w Ьiologicznych, zwtaszcza owoc6w lub warzyw z zastosowaniem 

zjawiska Ьiospeckli. Urzqdzenie sktada si~ z umieszczonych na podstawie: ir6dta swiatta 

koherentnego wraz z uktadem rozszerzajqcym wiqzk~ swiatta, detektora obrazu w postaci 

kamery CCD, wyposazonego w oЬiektyw ze zmiennq przestonq, oprogramowania do 

rejestracji filmu lub serii zdj~c oraz oprogramowanie do analizy zarejestrowanego filmu 

lub serii zdj~c, а takze podstawki pod oЬiekt. 

Metoda Ьiospeckli wykorzystywana do monitorowania materiat6w Ьiologicznych, 

np. jakosci owoc6w i warzyw, wykorzystuje swiatto laserowe, kt6re oswietlajqc oЬiekt w 

wyniku interferencji rozpraszanego wstecznie swiatta tworzy wz6r plamkowy (speckle) na 

ptaszczyinie obserwacji (matryca kamery). Wz6r plamkowy to kompozycja jasnych i 

ciemnych plam, kt6ry jest niezmienny w czasie dla oblekt6w statych. Gdy laser oswietla 

pr6bk~ Ьiologicznq wz6r plamek jest zmienny w czasie w wyniku proces6w fizycznych i 

chemicznych wyst~pujqcych w pr6bce. W celu scharakteryzowania aktywnosci Ьiospeckli, 

analizowany jest ruch plamek. Swiatto laserowe moze wnikac do tkanki Ьiologicznej, 
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zwtaszcza w zakresie swiatta czerwonego dlatego tez aktywnosc Ьiospeckli niesie 

informacje о pr6bce z gt~bokosci penetracji. 

Metoda Ьiospeckli wykorzystywana jest r6wniez do badania pr~dkosci przeptywu 

krwi w naczyniach krwionosnych, albo poziomu jej natlenienia np. US10842422B2. 

Nieoczekiwanie okazato si~, ze stosujqc do oswietlenia pr6bki piany umieszczonej 

w pojemniku wiqzki koherentnej fali elektromagnetycznej i analizujqc serie sekwencji 

wzorc6w interferencyjnych о okreslonej dtugosci i cz~stotliwosci pr6bkowania klatek, w 

okreslonych ost~pach czasu, zarejestrowanych kamerq wideo, mozliwe jest 

zaobserwowanie lokalnych zmian, zachodzqcych w strukturze piany, takich jak p~kanie, 

tqczenie p~cherzyk6w, odparowywanie cieczy z p~cherzyk6w, kt6rych obserwacji i analizy 

nie da si~ dokonac znanymi metodami. 

lstota sposobu badania staЬilnosci i trwatosci piany, w kt6rym pr6bk~ piany 

umieszcza si~ w pojemniku о przezroczystych scianach, oswietla si~ i obraz rejestruje si~ 

kamerq, przy czym dokonuje si~ pomiaru wysokosci piany, polega na tym, ze pojemnik z 

pr6bkq piany oswietla si~ wiqzkq koherentnej fali elektromagnetycznej. Wiqzka 

koherentnej fali elektromagnetycznej ро wyemitowaniu poddawana jest rozszerzaniu 

przez element optyczny tak, ze pr6bka piany oswietlona jest w catosci. W odst~pach czasu 

rejestruje si~ kamerq sekwencje wideo wzorc6w interferencyjnych i dla kazdej sekwencji 

wideo wyznacza si~, przy zastosowaniu technik cyfrowej analizy obrazu: 

а) wysokosc piany, poprzez wyznaczenie profilu jasnosci wzorca interferencyjnego na 

podstawie sredniej jasnosc pikseli wzdtuz osi odpowiadajqcej osi pionowej pojemnika, 

nast~pnie wykonanie progowania profilu jasnosci wedtug przyj~tej wartosci granicznej, 

nast~pnie utworzenie maski Ьinarnej do odseparowania obrazu badanej pr6bki piany od 

tta i nast~pnie wyznaczenie skrajnej g6rnej i skrajnej dolnej granicy maski i oЬliczenie na 

ich podstawie wysokosci piany, oraz 

Ь) sredniq wartosc kontrastu ze wszystkich zarejestrowanych obraz6w, poprzez 

wyznaczenie dla wzorca interferencyjnego przestrzennej mapy lokalnego kontrastu w 

obszarze odpowiadajqcym masce Ьinarnej, oraz 
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с) liczbE) ekstrem6w na mapie kontrastu w obszarze odpowiadajqcym masce 

Ьinarnej, przy czym ekstremami sq grupy sqsiadujqcych pikseli о wartosci kontrastu 

powyzej ustalonej wartosci progowej. 

NastE)pnie, stabllnosc i trwatosc piany ocenia siE) na podstawie wykres6w zmian w czasie 

dla wszystkich trzech parametr6w, oraz wykresu liczby ekstrem6w w funkcji wysokosci 

wzglE)dnej piany, stanowiqcej iloraz kazdorazowo wyznaczonej wysokosci piany i wartosci 

jej wysokosci poczqtkowej. 

Ко rzystn ie, pojem ni k jest pojem n i kiem prostopadtoscien nym. 

l<orzystnie, pojemnik prostopadtoscienny ma podstawE) w ksztatcie kwadratu. 

l<orzystnie, ptaszczyzna sciany pojemnika z pr6bkq piany, na kt6rq pada wiqzka 

koherentnej fali elektromagnetycznej ze zr6dta jest prostopadta do osi optycznej 

oblektywu kamery i matrycy swiattoczutej. 

l<orzystnie, kqt zawarty pomiE)dzy wiqzkq koherentnej fali elektromagnetycznej а osiq 

optycznq oblektywu kamery zawiera siE) w zakresie 15-60°. 

l<orzystnie, zr6dtem koherentnej fali elektromagnetycznej jest laser. 

l<orzystnie, srednia wartosc kontrastu ustalana jest dla poszczeg61nych punkt6w obrazu i 

stanowi iloraz lokalnego odchylenia standardowego jasnosci pikseli w obszarze n х n 

pikseli, wok6t analizowanego punktu obrazu i lokalnie sredniej jasnosci pikseli w obszarze 

n х n pikseli, wok6t analizowanego punktu obrazu. 

Spos6b prowadzenia badania stabllnosci i trwatosci piany przedstawiony zostat 

ponizej w przyktadowym wykonaniu i na rysunku, na kt6rym: 

Fig.1 przedstawia schemat uktadu pomiarowego, 

Fig.2 przedstawia pojemnik z pr6bkq piany, 

Fig.3 przedstawia schematycznie oswietlonq prбbkE) i zarejestrowany obraz piany, 

Fig.4 przedstawia schemat procedury pomiarowej oraz otrzymane wykresy zmian w czasie 

wysokosci piany w danej sekwencji wideo - Fig.4a i sredniego kontrastu w danej sekwencji 

wideo - Fig.4b, 
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Fig.5 przedstawia nastE)pujqce etapy analizy wzorca interferencyjnego pr6bki piany: 

а) surowy obraz wzorca interferencyjnego, 

Ь) profil sredniej jasnosci pikseli wzdtuz osi pionowej, wraz z liniq wartosci progowej, 

с) maska Ьinarna obrazu piany, 

d) mapa kontrastu wzorca interferencyjnego z lokalnymi ekstremami wartosci, 

е) obraz Ьinarny z wyselekcjonowanymi lokalnymi ekstremami mapy kontrastu, 

Fig.6 przedstawia wykresy obrazujc1ce staЬilnosc piany w czasie, mierzonc1 z uzyciem 

dynamicznie rozpraszanego swiatta laserowego dla pian przygotowanych z roztwor6w 

bromku heksadecylotrimetyloamoniowego w wodzie w czterech stE)zeniach, odpowiednio 

1х10-4 mol/L, 2х10-4 mol/L, Sxl0-4 mol/L, 1х10-3 mol/L,: 

а) zmiany wysokosci piany w czasie, 

Ь) zmiany liczby ekstrem6w kontrastu w funkcji wzgl!')dnej wysokosci piany, 

с) zmiany kontrastu wzoru interferencyjnego w czasie. 

Badaniu poddano piany przygotowane z roztwor6w bromku 

heksadecylotrimetyloamoniowego w wodzie w czterech stE)zeniach, odpowiednio 1х10-4 

mol/L, 2х10 4 mol/L, Sxl0-4 mol/L, 1х10-3 mol/L. Badana pr6bka piany umieszczana jest w 

pojemniku 1 о przezroczystych sciankach, korzystnie wykonanych ze szkta, Fig.2. 

Pojemnik 1 ma ksztatt prostopadtoscianu, о podstawie w ksztatcie kwadratu. Jedna ze 

scianek 2 pojemnika 1 jest prostopadta do osi optycznej 3 oЬiektywu 4 kamery 5 i matrycy 

swiattoczutej, Fig.1. Na t!') samc1 sciank!') 2 pojemnika 1 pada ze zr6dta 6 wiqzka 7 

koherentnej fali elektromagnetycznej, kt6rq jest swiatto lasera. Ро wyemitowaniu przez 

laser, wiqzka 7 najpierw przechodzi przez element optyczny 8, b!')dqcy soczewkq, 

rozszerzajqcq wic1zk!') 7 swiatta laserowego. Wic1zka 7 swiatta rozszerzana jest w taki 

spos6b, аЬу uzyskac ksztatt cylindryczny lub stozkowy, umozliwiajqc oswietlenie pr6bki w 

catosci, Fig.3. Zr6dto 6 swiatta laserowego ustawione jest tak, ze kqt а zawarty pomiE)dzy 

wiqzkq 7 swiatta laserowego а osiq optycznq З oЬiektywu 4 kamery 5 zawiera si~ w 

zakresie 15-60°. 

Pomiar staЬilnosci piany polega na oswietleniu pojemnika 1 z pr6bkq piany wiqzkq 7 

swiatta laserowego i rejestracji serii sekwencji wideo sг Sn wzorc6w interferencyjnych, о 

okreslonej dtugosci oraz cz~stotliwosci pr6bkowania klatek, w okreslonych ost~pach 

czasu, Fig.4. W catkowitym czasie Т prowadzenia badania i w odst~pach czasowych Ti 
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rejestrowanych jest п sekwencji wideo sг sn wzorc6w interferencyjnych. Rejestracja 

sekwencji wideo s1- Sn rozpoczyna si~ w czasach odpowiednio t 1- tn, czas trwania 

rejestracji pojedynczej sekwencji wynosi t 5 • Dla kazdej sekwencji wideo s1- Sn wyznaczane 

Sq:C1 - Cn - sredni kontrast z danej sekwencji wideo; Н 1 - Hn - wysokosc piany z danej sekwencji 

wideo; N1 - Nn - liczba lokalnych ekstrem6w mapy kontrastu z danej sekwencji wideo. 

W sposoble wedtug wynalazku do analizy wzorca interferencyjnego wykorzystywane 

Sq techniki cyfrowej analizy obrazu. Algorytm przetwarzania kazdego wzorca 

interferencyjnego jest nast~pujqcy: 

1. Zarejestruj wzorzec interferencyjny pr6bki (Fig.Sa}. 

2. Wyznacz profil jasnosci wzorca interferencyjnego, 0Ьliczajc1c sredniq jasnosc pikseli 

wzdtuz osi odpowiadajc1cej osi pionowej pojemnika (Fig.Sb}. 

3. Wykonaj progowanie profilu jasnosci wedtug przyj~tej wartosci granicznej (Fig.Sb}: 

gdzie: 

Р - wartosc profilu Ьinarnego, 

1- wartosc profilu jasnosci, 

lgr- pr6g jasnosci profilu. 

Р _ f 1, dla ! > ~qr 

- (О, dla ! ::=; l9 г 

4. Powiel profil Ьinarny, wzdtuz osi poziomej obrazu pr6bki, w celu utworzenia maski 

Ьinarnej, odseparowujc1cej obraz badanej piany od tta (Fig.Sb}. 

5. Wyznacz skrajnq g6rnq i skrajnie dolnq granic~ maski i oЫicz na ich podstawie 

wysokosc piany Н (Fig.Sc}. 

6. Wyznacz przestrzennё} map~ lokalnego kontrastu (Fig.Sd) dla obrazu wzorca 

interferencyjnego, wedtug procedury: 

gdzie: 

(J 
С-. - -

i,] - µ 

i, j - wsp6trz~dne analizowanego punktu obrazu, 
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µ - lokalne srednia jasnosc pikseli w obszarze n х n pikseli, wok6t analizowanego 

punktu, 

а - lokalne odchylenie standardowe jasnosci pikseli w obszarze n х n pikseli, wok6t 

analizowanego punktu. 

7. Przeprowadz procedur~ detekcji lokalnych ekstrem6w na mapie kontrastu 

(Fig.Se). Procedura moze polegac na prostym progowaniu wartosci kontrastu. Za 

lokalne ekstrema uznaje si~ grupy sqsiadujqcych pikseli о wartosci kontrastu 

powyzej pewnej ustalonej wartosci progowej. Przyktadowo, na Fig.Se lokalne 

ekstrema zakreslono w kota. 

8. Policz ilosc lokalnych ekstrem6w w obszarze odpowiadajqcym masce Ьinarnej. 

9. Policz sredniq wartosc kontrastu w obszarze odpowiadajqcym masce Ьinarnej. 

Na podstawie wyznaczonych parametr6w: С1 - Сп - sredniego kontrastu z danej 

sekwencji wideo, Н 1 - Hn - wysokosci piany z danej sekwencji wideo, N1 - Nn - liczby 

lokalnych ekstrem6w mapy kontrastu z danej sekwencji wideo, wyznacza si~ wykresy 

zmian w czasie dla wszystkich trzech parametr6w, oraz wykres liczby zliczen ekstrem6w w 

funkcji wysokosci wzgl~dnej piany, со ilustruje Fig.6 
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Zastrzezenia patentowe 

1. Spos6b badania staЬilnosci i trwatosci piany, w kt6rym pr6bk~ piany umieszcza si~ 

w pojemniku о przezroczystych scianach, oswietla si~ i obraz rejestruje si~ kamerq, przy 

czym dokonuje si~ pomiaru wysokosci piany, znamienny tym, ze pojemnik (1) z pr6bkq 

piany oswietla si~ wic:izkc:i (7) koherentnej fali elektromagnetycznej, kt6ra ро 

wyemitowaniu poddawana jest rozszerzaniu przez element optyczny (8) tak, ze pr6bka 

piany oswietlona jest w catosci i w odst~pach czasu (Ti) rejestruje si~ kamer.:i (5) 

sekwencje wideo (sг sп) wzorc6w interferencyjnych i dla kazdej sekwencji wideo (sг sп) 

wyznacza si~: 

а) wysokosc piany (H 1-Hn), poprzez wyznaczenie profilu jasnosci wzorca 

interferencyjnego na podstawie sredniej jasnosc pikseli wzdtuz osi odpowiadajc1cej osi 

pionowej pojemnika (1), nast~pnie wykonanie progowania profilu jasnosci wedtug 

przyj~tej wartosci granicznej, nast~pnie utworzenie maski Ьinarnej do odseparowania 

obrazu badanej pr6bki piany od tta i nast~pnie wyznaczenie skrajnej g6rnej i skrajnej 

dolnej granicy maski i oЫiczenie na ich podstawie wysokosci piany (Н 1 - Нп), oraz 

Ь) srednic1 wartosc kontrastu ze wszystkich zarejestrowanych obraz6w, poprzez 

wyznaczenie dla wzorca interferencyjnego przestrzennej mapy lokalnego kontrastu w 

obszarze odpowiadajqcym masce Ьinarnej, oraz 

с) liczb~ ekstrem6w na mapie kontrastu w obszarze odpowiadajc:icym masce 

Ьinarnej, przy czym ekstremami sc1 grupy sc1siadujc1cych pikseli о wartosci kontrastu 

powyzej ustalonej wartosci progowej 

i nast~pnie, staЬilnosc i trwatosc piany ocenia si~ na podstawie wykres6w zmian w czasie 

dla wszystkich trzech parametr6w, oraz wykresu liczby ekstrem6w w funkcji wysokosci 

wzgl~dnej piany, stanowic:icej iloraz kazdorazowo wyznaczonej wysokosci piany (НгНп) i 

wartosci jej wysokosci poczc:itkowej. 

2. Spos6b wedtug zastrz. 1, znamienny tym, ze pojemnik (1) jest pojemnikiem 

prostopadtosciennym. 

3. Spos6b wedtug zastrz. 1 albo 2, znamienny tym, ze pojemnik (1) 

prostopadtoscienny ma podstaw~ w ksztatcie kwadratu. 
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4. Spos6b wedtug dowolnego zastrz. 1 do З, znamienny tym, ze ptaszczyzna sciany 

(2) pojemnika (1) z pr6bkq piany, na kt6rq pada wiqzka (7) koherentnej fali 

elektromagnetycznej ze zr6dta (6) jest prostopadta do osi optycznej (З) oЬiektywu (4) 

kamery (5) i matrycy swiattoczutej. 

5. Spos6b wedtug dowolnego zastrz. 1 do 4, znamienny tym, ze kqt (а) zawarty 

pomi~dzy wiqzkq (7) koherentnej fali elektromagnetycznej а osiq optycznq (З) oЬiektywu 

(4) kamery (5) zawiera si~ w zakresie 15-60°. 

6. Spos6b wedtug dowolnego zastrz. 1 do 5, znamienny tym, ze zr6dtem (6) 

koherentnej fali elektromagnetycznej jest laser. 

7. Spos6b wedtug dowolnego zastrz. 1 do 6, znamienny tym, ze srednia wartosc 

kontrastu ustalana jest dla poszczeg61nych punkt6w obrazu i stanowi iloraz lokalnego 

odchylenia standardowego jasnosci (о) pikseli w obszarze n х n pikseli, wok6t 

analizowanego punktu obrazu i lokalnie sredniej jasnosci (µ) pikseli w obszarze n х n 

pikseli, wok6t analizowanego punktu obrazu. 
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al. Niepodleglosci 188/192 
00-950 Warszawa, skr. poczt. 203 URZA_D PATENTOWY 

RZECZYPOSPOLIТEJ POLSКIEJ tel.: (+48) 22 579 05 55 1 fax: (+48) 22 579 00 01 

e-mail: kontakt@uprp.gov.pl I www.uprp.gov.pl 

SPRA \VOZDANIE О ST ANIE ТECHNIKI DO ZGLOSZENIA NR P.-:1...J-2298 

Klasyfilшcja zgloszcнia: G0lN 21/..Р, G0lN 13/02, G0GT 7/00 

Podklasy ,, kt6rycl1 pro,Yadzoнo poszнkiv\aнia: G0lN G0GT 

Bazy koшpнtcIO\\ с w kt6r: cl1 prowadzoнo poszttki,, шlia: EPODOC WPI (v ia EPOQUENET), bazy UPRP ( c­
\Yysшkiwarka). zasoby 111.tешеtн (via google.coш) 

Katcgoiia 
dokшпeнtll 

Dоlшшснtу - z роdащ idcнty fikacj4 Od1licsic11.ic do 
zastrz. 

А DE2551260Al (WACKERCHEI\IIIEGI\IIBH) 18-05-1977 1-7 

А Wei Yll et al .. ·•мicroПL1idic lнvestigatioп of Fоаш Coarseпiпg Dyпaшics iн 1-7 
Poroнs l\lledia at Higl1-Pressнre and Higl1-Temperatшe Conditions.". Langmнir 
2022. 38. рр. 2895-2905: doi: 10.1021/acs.langmнir.1 с0ЛО1 

А Dipak К. Sarker et al .. "Cl1aracterisation offoam properties пsing image analysis.". 1-7 
Jонш,11 ofTcxtшc Stнdics 1998, 29(1), рр. 15--1-2: doi: 10.11 l lzj.17-1-5-
-1-G03.1998.tb00151.x 

А PL223-1-65 В1 (lNSTYTUT AGROFlZYКl lМ. BOHDANADOBRZANSKlEGO 1-7 
POLSKIEJ AKADEl\1111 NAUK) 2016-10-31 

D Dalszy ci,ig wykaш dokuшcнt6,, на нast<;pнcj stI01lic 

А - clok11111e11t okrcSl:1j;1c~ o:::6l11y- ~1a11 tccl111iki, 1,t6r:· 11ic jcst 1п.у;1/.а11у- "!.а posi;1c1;~j;1cy S'/.C/.C~6l11c 'IJJaC1.cпic. 
F - clok11meпt ,;;tюю,Yi,:ic~- ,,-c7.e~пiejs7e 7.gloP.enie lнЬ ряtепt. ;1le ор11Ыik01пт~- ''" l11h ро ck1cie 7.g1os7enir1, 
1. -clokнmenc kt6iy шо1е podcla"·ac ,, ""tpliwosc 1.astr1.ega11e pien,s1enstwo1-"a), lнЬ pu.vtoc1onv ,v сеlп 11s1ale11ia clatv pпЬlikac1i iнne?o cvto,vю1e?o dokш11e11tп 
lнЬ z шнеgо szczeg61нego powodп. 
О сlоl.,,_шненt udнusщc: sie du ujavvшeнш. ustнego przez LUSLUSU\\'Шlie. ½') stU\\-'ieнie lub ujavvшeшe \\ iнну sposUb. 
Р - clul .... Lш1cнt upнbli1 .. u\, ~ш: рисе! сtац z.;;lш,Lcнia, alc pOLнicj 1LiL zastrLcgaнa clata рiсл, szcllSL\\'a. 
Т - clok11mcпt p67111Cj,;;7,y_ op11Ыik(н.y;i11y ро cl:icic 7,;::Jo;;7,c11i;i 11111 ,у cl;icic picn:,,-c;7,c1JstY\';l i 111Cl19cl;icy ''" koнЛikcic 7.С тJ:1оs7сп1Ст. :ilc cyt°';,,-;iпy ,У ccl11 7.ТО7.11П1iспi;~ 
7;isжl l11h teorii le7~cych 11 podstav\· ,vyш1];17.k11. 
Х - clokнment о szczeg6lпyш zпaczeniu; zastrzegaпy vYynalazek нiе moZ.e ЬуС uwa:Zaпy za IIOv\'Y lнЬ 1lie шо:Zе ЬуС нwaZany za posiaclajacy pozioш v\'ynalazczy. _jeZeli 
ten dokпment braнv Jest pod н" age sюnoclz1elшe, 
У clol'l..шш.:нt о szczcgolнy ш zш1.с:,,:сшu; йtsLr:,,:cgaнy \<\ у 11.alazcl"- нiс ню:,,:с ЬуС Lt\<\'a:Lднy Lд pusiada_щc: puziuш \\ у нala:,,:cz:, jcL.cl1 tсн duh..uшcнt zustaнic pulчczuн: z 
jеdнуш lнЬ kilkoma tego tурп dokншentami, а takie рощсzенiе b,;dzie oczywiste dla znawcy, 
& - dokuшeнt nalezqcy do tej samej rodziny pateнtowej. 

Sprawozdarlie wykonal/-a: 

Jolanta Gajewska 
Ekspert 

Data: 

15.06.2023 

Uwagi do zgloszenia 

Podpis: 
/podpisano kwatifikowanym podpisem elektronicznym/ 
Pisшo wydane w fonnie dokнmentн elektronicznego 
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